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MEMORTA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR PATENTE DE INTRODUCCION

EN_ESPANA POR: "DISPOSICION PARA LA REVISION DE LAS CONDICIONES
DE LAS LINEAS EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, PARTICULAHMENTE

EN SISTEMAS TELEFONICOS", A NOMBRE DE STANDARD ELECTRICA, Sl
DOMICILIADA EN M4DRTD, CAILE DE RAMIREZ DE PRADO, 5
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Es bien conocido el revisar lf{neas telefdnicas en lo referente a
su oondigidn, esto es, para comprobar si sus hucles estén ablertos o cerrados,
por medio de un rapido tren de impulsos ocortos. Una diferencia de potencial
producide por la oorriente que pasa a travées de la linea cuando el buole esté/
oorrado, se utiliza para camblar el potenoial de polarizacidn de un oirculto
de barrvera eléotrica de tal modo que se efectia un control del circuito de
barrera a través de un impulso recibido en un momento dados Este procedimien
to se ovalla correspondientemente a través de mediciones apropiadas. Para po-
der revisar un gran nimero de lfneas, los impulsos son distribuidos cfclioca
y consecutivamente en sucesidn a las lineas individuales o grupos de lineas,
¥ la conexion de la disposicidn comin para la evaluacion a las diferentes 1{-
neas se coordina oon esta secuencia de tiempoe.

En esta disposicidn, cada 1{nea debe de ser asignada a elementos

conmitadores separados para la leotura, de uns parte, para la condicidn ds 1a
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1{noa respeotiva y de otra parte, para la conversiéz; del resultado de la leo-

tura para la ovaluacion, por ejemplo, una disposicidn do resistencia para la
derivaoioén del potencial y un diodo controlado en dependsncia desde la dife~-
vencia de potencial derivads, & través de los impulsce.

De acuerdo con el invento cada linea on tal disposioidén tiene
asignado un solo elemento conmutador para la pruesba de la condicién de la li-‘
nea y para la conversidn del resultado de la prueba en una forma a.dgauada pa~
ra la éw.luaoién. BEste elemento conmutador, de una parte, esta al mii:lmo tiem~
po influenciado directamente por la condicidn sléctrica de la 1{nea y, de otra
parte, muestra una ocaracter{stica de saturacion.

Bn la desoripcidn se explica la idea del invento en detalle con
ayuda de las figs. 1 a 14 de los adjuntos dibujos, en los cualess:

La fige 1 muestra la idea basica del invento con ayuda de un dia-
grama de oirouito.

" La fig. 2 mestra una dia;poaicién de prueba segin el inventoe

Lg fig. 3 muestra el procedimiento de prueba en una dispoaioi6n
segin la fig. 2 con syuda de una ourva de histéresise

La fig. 4 muestra el procedimiento de prueba en un elemento de
prueba oon una dirnosioidn de tipo coordenado de un gran numero de elementaos
de pruebae.

La £ig. 5 muestra un ejemplo para la revision de un grupo de 1i-
neas a través de eclementos de prueba dispuestos en forma de coordenadase

La fige 6 es un diagrama esquemédtico de un tren de impulsos uti=
lizable para una disposiocidn segin la fig. 5.

-La fige 7 es un diagrama esquematico de un tren de impulsos dé
un tipo diforente, utilizable para una diéposioién segin la fig. Se

La fig. 8 es un disefio especial del elemento de prueba para el
f£in de acoplar los bucles de linea, de una parte, y las bobinas de impulsos,

de otra parte.
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La fig.9 es una modificacidn déa(‘fig. 8i -

La fig. 10 muestra la instalacion de un elemento de prueba en un
transformador toroidal (esquemitioo).

La fig. 11 es un ejemplo de una forma del invento pars la utiliza-
oién de un transformador segin la figs v

La figs 12 muestra el tren de impulsos de prueba para una dispo-
sioidon segun la fig; 5 cuando se utiliza material ferromagnético de alta rew—
panencia (por cjemplo ferrita) para los nicleos de los elementos de pruchas

Llg fig. 13 muestra el procedimiento de prueba en un elemento. de
prueba cuando se utiliza matorial ferromegnético con una curva de histéresis
aproximadamente rectangular.

La fige 14 o8 un ejemplo para un cirouito de compensacidn para la
supresion de un impulso defectuoso que aparezca en las bobinas de 1eotura:

Se ecxplicara shora brevemente la idea del invento oon refercnoia
a la fig. 1. Cada 1{nea fa~1b de un grupo de lfneas gue h;n de revisarse,
por ejemplo, lineas de abonado, tiene asignado un elemeﬁto R quo congiste
an tres devenados, I, II, y III, si%uados sobre un micleo comin K de mate-
rial ferromagnético. El devanado I esta situado en el ocirouito de suminis—
tro de la 1lfnea 1a—1bs Una rapida secuencia de impulsos cortos se envia a
través de 1,2 @l devanado II. 51 el buole esta abierto, por ejemplo por el
interruptor H; no pasa corriente por el devanado I y un impuiso de oorriente
tranemitido al devanado II producirs un impulso en el devanado III, que so
utlliza para la evaluacién, por ejemplo para una indicacidn en una disposi-
cidon de almacenaje que puede ser alcanzada a través de un cenal coneotado a
3;4Q Sin embargo, si se cierra el bucle, el micleo comﬁﬁ X se premagnetiza
por la corriente de suministro de le 1inea que pasa a través del devanado I
de tal modo que tiene lugar una saturacién. Cuando se envia ashora un impulso
al devanado II sdlo produce un impulso de induccidn eitremadamente baja en

el devanado IIX, ) /
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Bn una disposiocion de este tipo” ?ravaléce ei peligm de que el
cambio de la condicién de la li{nea, esto es, un cambio del flujo megnético
produoido por la abertura o cierre del bucle, produzes un impulso defectucso
an el devanado de lectura IIle Para evitar esto, so provee otro devanado IV
en ol micloo K, segin la fig. 2. Una corriente permanente pasa a través de
este dovanado IV de tal modo gue el micleo X se magnetiza en una direccion
opuesta a lg magnetizacion produoida por el impulso de pruebas Se seleccio-
na un impulso megnético do tal intensidad que el punto de trabajo de la fig. 3
0ao a As Si se envis ashora un impulso al devanado II mientras el buocle egtd
abierto, entonces el punto de trabajo se mueve en la distancia de "a" a X ¥
despuds del final del impulso vuelve de nuevo de X a 4. F1 lado derecho de
la ocurva de histéresis primero asoiende en su parte inclinada dé A' a Xty
después al lado izquierdo desciende en su parte inolinada do X' a 4'e Los .
grandes cambios de & y as{ dsl flujo 4 asf{ producidos producen dos impulsos
correspondientes de direooilones diferentes en el dévanado IIX3 wuno de estos.
impulsos, por ejemplo el producido por el borde posterior del impulso de
prucba, es evaluado por la disposioidn utilizada para la evaluacidn. Sin em-
bargo, si el buole de la linea esta cerrado, la corriente de suministro de la
1{nea pro&uce otro desplazamiento del punto de trabajo en "b" desde A a Y; Un
impulso que llegue shora lo movera solo desde Y a A, por ejemplo, bajo la
oondicidn de quo el valor b = a sea sclecoionado a través, por ejemplo, de me—
diolones apropiadas de los devanadoss Debido al bajo cambio de induooidn &5
2 7610 se produce un bajo impulso de induccidn despreciable en el de—
vanado III, naturalmente "a" y "b" puedqn tener también valores diferentes pe-
ro e3 aconsejable selecoionar b:a a fin do evitar un velor demasiado alto de
un impulse defectuosos Tal disefio de la disposicion segin el invento tiene
simultaneamentq la ventaja de que mas del doble del oambio de flujo, en compa—

raoidn con el disefio de la fig. 1, esté dispovible para la transmisidn del im-

" pulso desde el devanado II al IXI ya que la parte inclinada de la ourva de his~
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Para ovitar que los impulsos de pruebas que se@ envian al dovanado
II produszean ruidos de distorsion em la linea cuando se cierra el bucle, es
posible, por ejemplo, disponer los diferentea desplazamientos del punto de
trabajo, en principio, de tal modo que cada uno de los procesos de pruecba
tenga lugar dentro del margen de saturacidn del mioleo y por esta razon no
tienen ningin efecto apreciable en el devanado I, Diforentes posibles dise~
fios para osto se muestran en los ojemplos descritos as{ como en los que si-
guen.

Es posible utilizar una disposicion del tipo coordenado para los
elementos de prucba R asignados a las 1incas individuales a fin de poder re~
visar un mimero mayor de lineas. En esto caso, el devanado II de cada ole=
nento de prueba R se subdivide en dos devanados separados IIx y IIy; Los de-
vanados Ilx de todas las lineas que pertenecen a una columna se oonectan em
serie y lo mismo so hace con t0dos los devanados II y de todas las lfneas de
una hilora. La prueba se¢ efactua de tal modo que los devanades IIx de la
ocoluma y ITy de la hilera reciben impulsos de diferente dursoidne Los im—
pulsos de diferente duracion que se envian a los devanados IIx y IIy solapan
de tal modo que, poi- ojemplo, todas las hileras se prueban una vez durante un
impulso enviado a una ocolumae Los devanados III, o respectivamente IV de
todas las 1fneas se ooneotan en serie, mientras que los devanados I sdlo se
concotan a las lineas & ellos asignadas. La relaocidn de circulaoidn, por
ejemplo, do los diferentes devanados asi como la direccidon de las corrientes
que pasan a través de los mismos, o mas bien de los impulsos que se les envian,
e seleocionan de tal modo para cada elemento de prueba individual R, que se

haoe posible el sistems de funcionamiento que se explioca caon referencia a la

' fige 4+ El punto de trabajo se mueve a A debido al flujo en el devanado ™.

S1 llega ahora un impulso sobre el devanado IIx mientras estd abierto el

bucle, entonces este impulso movera el punto de trabajo en a{ a X4 durante el
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tiempo de su duracidne Bl cambio de induccién resultante X1 8dlo
produce un impulso de induccion despreciablemente baja en el devanado de
lootura IIT. Si llega un impulso al devanado IIy durante la duracion del
impuiao en el devanado IIx, entonces ol punto de trabajo avansa més en.az
desde X1 a X2 y después del final de este impulso vuelve de nuevo a X1. Le
curva de histéresis se recorre en la misma forma que se ha desorito oon re-
ferencia a la fig. 3 desde X{' a través de X2' y de nuevo a X1 y se producen
dos impulsos do induccidén de direccidn opuesta en el devanado de leotura III,
uno de los cuales se evalia en forma apropiada. Sin embargoy el flujo en
ol devenedo I produce otro desplagzamiento del punto- de trabajo en la disten
cia "a" a la izquierda de Y, si el bucle estd oerradoe Si el buole estd
cerrado es aconsejable selcccionar b,maZ. De esta forma se consigue que
el punto de trabajo se mueva por medio del impulso de duracidn mayor en el
devanado IIx en al'=ai haste Xbiy por ojemploy y en el caso de una coinoiden=

cia por 8l impulso corto en el devanado II y hasta Xb2. Los impulsos de in-

. ducoidn producidos en el devanado de lectura III por los impulsos individua—

les eon despreciablemente bajos debido al bajo cambio de induociénég'Yf.:g-th,
%Xb1+$1b2, 0 vioceversas

Tal disposicidén para 20 lineas se muestra esquematicamente oomo
ejemplo en la fige 5. En esta fige los olementos de conmutaoidn individuales
para la revision se designan R y los devanados de acuerdo con las disposicio—
nes antes dadas se désigna.n I (oriterio de 1inea), IIx (impulsos para lag |
oolumas), IIy (impulsos para las hileras), III (leotura), IV (premagnetiza=
cidén para el desplazamiento del punto de trabajo), x e y son las entradas pa,-‘
ra los impulsos enviados consecutivamente a las colummas, Z es la salida a

la disposiciom que evalda los impulsos inducidos en el devanado de legturs

"IIX. Los ntmeros indice 1 eeso 5 son los nimeros ordinales de las colummas

individuales que en los elementos individuales de revision, la primers cifra

;1/9-




160

165

170

175

160

185

281750

del nimero fndice representa el nimero ordinal de ra ¥ la segunda ol
ds la columna. |

La secuencia de tiempo do los impulsos puede verse en la fige 6»
Para asegurar una prueba clara, es indispensable que en cada caso, los impul=—
sos x enviados a las oolumnas solapen el primer y ultimo impulso de los gru-
pos de impulsos y enviados a las hileras durante la duracidn de los impulsos
xe Dos impulsos individuales derlas diferentes cadenas de impulsos, desig—
nados 1y 2y 33 4 y 5, estan, naturalmente, en cada caso conectados a los di-
ferentes elementos de prueba de las columnas respectivas en orden ofolico a
través de un oircuito distribuidor apropiado. En vista de las anteriores ex-
plicaciones con auxilio de las figs. 4-6 parece innecesario presentar una deg
eripcién detallada del método de funcionamiento mostrado en la.fig. 5a

En vez de un impulso largo que dura a traves de todo el tiempo de
los impulsos de leotura, una secuencia ds un nimero igual de impulsos puede
también darse para cada una de dos dirocoiones coordenadas. Sin embargo, se
veréAque los impulsos provistos para una direcoidn coordenada, en cada casoy
msolapan los impulsos corrsspondientes de la otra direcoidn coordenada al co-
mienzo as{ como al final del impulso, como se muestra en la fig. 7. Las de-,
signaciones son idénticas a las de la fig. 6.

Es evidente que la disposicion mostrade en la fig. 5 es capaz de
funcionar también en otrg forme que la mostrada en la fige. 4y por ejoemplo, si
ol'flujo a través de la bobina IV mueve el punto de trabajo completaments &
la izquierda mientras es movido a dorecha oasi hasta el codo inferior de ls
curva de histéresis, por medio de la corriente que pasa a través de la bobina
I cuando se clerrs sl bucle. El flujo producido por el impulso largo mueve
entonces el punto de trabajo hasta el codo superior de modo que la curva de
histdrosis se pasa shora en direocion inversa cuando llega el impulso corio

que en este caso tiene direceidn opuesta, como Se muestra en el ejemplo ante-
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do histéresis, si el buocle no esta cerrado.

Para evitar que prooesos de conmutacidn en cirouito o fuera de
oircuito tengan lugar an coincidencia sobre cualquier otra linea que no sea
la que ae hg de proﬁar, produciendo un impulso defectuosc indeseado en la bo=
bine de lectura, es posible hacer gque los procesos on las lineas tengan lu-
gar en las partes planas en vegz e en las muy inolinadas de los impulseos de

dt
so despreciablemente baja en comparacién con la amplitud de los impulsos de

prueba, & £in de sostener el valor .Qé_ ¥y la amplitud del impulso defeotuo=

medida y utiles, valorados en la disposicidn para la evaluacidn, en forma si-

" milar a los impulsos producidos por los desplazamientos del punto de trabajo

(por e:iemploégl' $ 4 en la fig. 3) que no son valorados. Un principio si-
milar tiene apliocacidén oon referencia a los bordes de los impulsos largos si
ef ectiian un desplazamiento del punto de trabajo, segin se ha descrito, a tra—
vés de la parte inclinada de la ourva de histéresis. En este caso, tambien,
un impulso defectuoso de amplitud demasiado alto en la bobina de lactura,
puede ger evitado al comienzo o al final del impulso &e prueba debido a que
sus boraea gon considerablemente mas planos que los de los impulsos de prue—
ba cortos. Hay otra posibilidad de evitar una valoracion defeotuosa en el
dltimo caso menoionado, N manteniendo bajo el impulso en la bobina de lectu—
ray pero sf haciendo que ol programs de tiempo de toda la disposicién evite
tal valoracién indeseada.

Para evitar la transmisidn de los impulsos gl buéle como ruidos
de distorsidn, por ejemplo al oircuito de conversacion de un aparato de abo-—

nado, puede efectuarse un desaooplamiento de la bobina I (bucle de 1finea) y

de las otras bobinas, proveyendo un espacio L, por ejemplo un orificio redon-

do u ovalado, en el anillo del micleo (K) del slemento de prueba R segin la

fig. 84 La bobina I, as{ como la bobina de inter-accién IV (premagnetiza~

oidn para desplazamiento del punto de trabajo se instalan entonces en el

of oo




225

230

235

micleo de anillo en forma convencional, pero las bobinas de prusba y leoturs

II (o respectivamente IIx y Ily) y III sc oonducen & través de oste espacios

En general,y sclamente unos pocos devanados son suficientes para este fin.
Se consigue de este modo que el flujo producido por las bobinas IT (IIx y IIy)
y III gé forme escnoialmente alrededor del espacio L y no esté ciroundado por
el defanado I, mientras que por otra parte el flujo producido por las bobinas
I y IV contribuye en la forma deseada a la saturacion del nicleo, también en
1a seooidn transversal inolufda por las bobinas II (IIx y I1Iy) y IIT. La bo—
bina IV que sirve para desplazar el punto de trabajo puede también oonducir—
ge a través del espaoio L en la forma mostrada en la fig. 9. Es as{ posible
disminuir el nimero de sus dovanados.

Si las 1fneas que han de rovisarse son telefdnicas es posible
simplificar la disposicion poniendo el elemento de prusba R, en vez de con
un espacic de aire, en el tpansformador de la linea respectiva, como se mes=-
tra en la £ige 10,

El nicleo K del elemento de prueba R so disefia entonces cuadrangu
lar y se provee un espaocio Q a través del cual se oolocan los devanados II
(IIx y ITy), III y IV. El micleo es de un material ferromagnético y su con--
dicidn de saturacidn se alcanza a través de un flujo magnético esencialmento
inferior que en ol micleo M dol repetidor. Si ahora, segin la fig. 11, la
1inea que ha de ser revisada ée alimenta de forma que la corriente de sumi-
nistro pasa a traves de los devanados del primario del repetidor, entonces
estos devanados adoptan la funcidn que tenfa la bobina I en los ejemplos an—
tos descritos; asi la bobina I puede suprimirse en este casos Al mismo
tiempo, el micleo K esta ya en condicidn saturada y produce el efecto, en el .
conjunto de la disposicidn, de un ¢spacio de aire, mientras que la condioidn
megnética del nucleo M permite ain una transmisidn satisfactoria de la cone—
versaciéne Waturalmente, el material asf oomo las dimensiones relativas de

ambos nucleos y la relacién de devanados de las bobinas, deben seleccionarse
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en consecuencia y ajugtarse relativamente.

Es aconsejable utilizar, para los nucleos K de los elementos de
prucba R, un material ferromagnético con una curva de histéresis tan rectan—
gular ocomo sea posible. En este casc es posible utilizar las cualidades de
almacenaje, obtenidas sinultaneamente, de los nicleos K. La bobina IV no ne=
cesita proveerse en este caso porque eétos gon procesos de iarrido yu
desplazamiento del punto de trabajo no es necesario incluso en lé condicidn
de arranque. Ademds, es sufioiente proveer shora, en el caso de una disposi-—
sidn del tipo de coordenadas, impulsos de la misma duracidn pars las columnas
asf oomo para los hilos como se muestra en la fig. 12+ El primer impulso X
de cada trem do impulsos hace que todos los micleos de los elementos de prusba
asignados a esta ooluma entren en ol margen de saturacion positivo, por ejem—
ploy a condicidn de que su bucle no esté cerrado y en por lo tanto estén pre—
magnetizados en la direocidn inversa, esto es, en ol ojemplo dado, en la di-
reocion negativa por medio de la corriente gue pasa por la bobina I o respeo—
tivamente en los devanados primarios del repetidor. En este dltimo caso el
punto de trabajo se mueve tan lejos que una magnetizacion inverss no es po-
sible. Loe otros impulsos (y) del tren de impulsos pasan a través de las
bobinas ITy de los elementos individuales R de tal modo que aquellos elemen—
tos de prueba R que (de aocuerdo con ol ejemplo seleccionado) estén en el mar—
gen de saturacion positiva, se magnetizan de nuevo en el mentido opuesto. Se
produce asi un impulso de inducoion, que es valorado, en los devanados de
lectura III.

Es facil reconocer los procesos en un clemento de prueba con
ayuda de la fig. 13. Cuando el bucle esta abierto, ol punto de trabajo es
movido hrevemente por el primer impulso desde O a XI y de nuevo a O al final
del impulso. Con ello, la curva do histéiesia pasa desdo O" a través de XI'
alO'yel micleo esta en el punto de remenencia positivo. El segundo impul-

so que llega shora y que corresponde al segundo valor coordenado efectia un
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desplazamiento del punto de trabajo desde 0 a X2 y de nuevo a 0 en la misma

_V},

=

formae DLa curva do histéresis pasa desde O' a través do X2' a O" y se in-
vierte la magnetizacion del nicleo} estad de nuevo en el punto de remanencia
negativo y dispuesto para oira prueba. Cuando se cierra el bucle, la corrien
te del bucle afectia un desplazamiento del punto de trabajo desde O a Y, por
ejemploe Durante el primer impulso, la curva de histéresis pasa sélo desde
Y' a Xb1 y no se efectia magnetizacion inversa. Por esta razdén el segundo
impulso que abciona en la direocion opuesta no puede producir un impulso de
induccion en la bobina III.

Los nucleos de aquellos elementos de prueba que no han de ser
loidos en este momento estan en el punto de remenencia negativo o respooti-
vamente debido a wna premagnetizacion para un desplazamiento del punto de
trabajo en una con’icidn magnétioca que corresponde con el punto de trabajo.
Ho obstante, sus hobinas de prueha reciben el impulso que pasa pera la otra
oondicidon coordenada de modo gue se produce un impulso de baja inducoidn en
cada 0aso en lae bobinas de lectura, debido a la baja variacién de induccidn,
por ejemplo &0;*1;,->1£~ X1 en la fige 4 o debido a la permeabilidad reversible
de los mioleos hechos de un material con una curve de histéresis rectangulare
Estos impulsos perturbadores se sumarian y su suma produciria une sefial
arrdnoas Para evitarlos podrian proveerse disposiciones de compensacion

apropiadas o medidas de compensacion, en forma convencional, para los elemenw

tos de prueba dispuestos en forma de coordenadas, por ejemplo como 89 mues=

tra en la fige. 14 para un grupo de 12 1{neas. Ademés de los elementos de
prusba R dispuestos en forma coordenada, se proves también una hilera de
elomentos de compensacion C. Su disefio es idéntico al de los elementos de
prueba pero s6lo tienen las bobinas IIy y III. Uno de tales elementos C
corresponde a cada columna. Los fndices colocedos en esta columna deberan
entenderse sin dificultad. Las otras designaciones corresponden a lag de

1s fig. 5¢ Las bobinas ITIo]-IIIc4 estdn conoctadas sinonimamente en serie
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oon las bobinas de lectura III de todos los elementos~d3 pfueba dispuestos
on forma de ccordenadase. lLas bobinas ITyo1-IIycd estan conectadas en serie
pero en oposicidn con las oolumnas de las bobinas de prueba IIy de los ele-
mentos de prueba R a través del punto comin W. De este modo son pasadas por
cada uno de los impulsos transmitidos consecutivamente a las hileras y em
cada ocaso ocompensan ol impulse defectuoso inducido en la bobina III corres~—
rondiente de la hilera que esta siendo probada por un impulso inverso on la
propla bobina IIIc1-IIIc4s Sin embargo, si se produce un impulso Util en la
bobina III de la oolumna probada, entonces la menor amplitud inversa del im-
pulso de compensacién correspondiente, no tiene importancia. Es posible
también cuslquier otra disposicidn de los elementos que sirven a este fin.

En los sistemas en que se proveen disposiciones de almacenaje
para almacenar informacion en los‘qpe, por ejemplo, una linea corresponde a
cada categor{a de informacidn y una determinada posioion de tiempo oorrespon-
de a cada lfnea individual, los elementos de prueba R pueden introducirse en
forma senoilla como una linea de informacion mas en la disposiocidn de alma~
cenajo.

Dependiendo de las circunstancias y trabajos especiales, puede
ser ventajoso utilizar para los nicleos K de los elemcentos de prueba R, un
material con un tiempo de inversion magnétioa corto y con una fuerza ooeroi=
tiva bajay o respectivamente oon una intensidad de saturacién de campo baja,
por ojemplo una ferrita con la caracteristica adecuada u otro metal con cua-
lidades similares. En conolusidn, ha do observarse que el micleo K de la
disposicidén de prueba R puede, naturalmente, disefiarse de cualquier forma
adocuada (on forma de anillo, rectangular, en forma de ventana, etc.).

El disefio descrito, segin el invento, constituye sdlo sjemplos
que, natura;mente, no excluyen otros disefios: La utilizacidn de la disposie
oién de acuerdo oon el invento, no queda, desde lucgo, limitada & 1fneas te-

lefénices y mas bilen tal revisidn de las condioiones de la linea puede pro-—




PRI FRe

. : FETVER G Y
veerse también en todos los otros tlpos de 1fness do seiiales o-similares.

) VS . N J: JN s SO U U I g

Los pﬁntos’qﬁe se presenten para que sean objeto de esta Patgnte

335  de Introduccidn, son los siguientess

{ - Una disposicidn para la revisidn de las condiciones de las
1ineas en sistemas de telecomunioacidn, particularmente en sistemas telefd-
nicos, en la que un grupo de lineas, por ejemplo lfneas de abonados, son
probadas por un rapido trem de impulsos ciclicamente y consecutivamente y se

340 valora el resultado de la prueba, después de la apropiada conversion, pof
una disposicion comin de las lineas, coordenada con la secuencia de tiempo
dellproooso de prueba, caracterizads porgue un solo slemento oconmutador se
asigna & cada linea para la prueba de la condicidn de la linéa ¥y para la
conversion del resultado de la prueba en una forma adecuada para la valora~

M5 0idn, estando al mismo tiempo el elemento conmutador influenciado directa=
mente por la condicidn eléotfica de la 1lfnea de una parte y de otra parte
mestra una caracteristica de saturaoion.

2 - Una disposicidén segin el punto 1 caracterizada porgue el elg
mento oconmitador para la prueba consiste en una disposicidn de bobina insta~

350 lada en un micleo de material ferromagndtico.

3 - Una disposicidn segin el punto 2, caracterizada porque una
bobina especial (IV) & través de la oual pasa corriente permsnente, se pro-
vee para el desplazamiento del punto de itrabajo en posicidn normals

4 - Una disposicion seglin el punto 1, caracterizada porque los

355 elementos conmutadores (R) para la prueba de la condicidon de las lineas
estan dispuestos en forma de coordenadas.

% = Una disposicidn segun el punto 4, caracterizada porque se
proveen dos pobinas separadas (IIx y ITy) en cada elemento oonmutador asig-
nado a cada linea, estando cada una de estas bobinas asignada a una direc—

360 0idn coordenadas
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6 ~ Una disposicion sogun el punto 5, caracterizada porque las
bobinas (ITx, IIy) provistas para los impulscs de prueba estin conectadas en
gerie dentro de la hilera, o respectivamente columna, de la disposicidn del
tipo do coordenadas.

7 - Una disposicidn segin el punto 6, caracterizada porque los
impulsos defectuosos, producidos en las bobinas de lectura (III) de los ele~
mentos de prucba asignados a las columnas de la direccidn coordenads (x)
mientras conducen una prucba de la otra direceion coordenada (y) pueden com-
pensarse en forma convencionala

8 -~ Una dispoaioién segﬁn el punto 2, caracterizada porque el
nicleo (K) de los elementos de prueba (R) asignados a cada ;{nea, estéa pro-
visto de un cspacio de aire (L).

9 =~ Una disposicidn segﬁn el punto 8, caracterizads porqﬁe la
bobina I que esti coneotada a la 1inea que ha de revisarse, esta instalada
sobre el'nﬁcleo de tal modo que cirounda toda su seccion transversal y por-
que las bobinas (II, o respectivamente IIx, IIy y III) provistas para lc
lectura se llevan a través del espacio (L)e

10 ~ Una disposicién segin cualquiera de los puntos precedentes,
caracterizada porque ol micleo (K) del elemento de prusba (R) estd colocado
on ol entrehierro del transformador de anillo asignado a la lfnea respecti=-
Va

{1 -« Una disposicidn segin el punto 10, caracterigzada porque los
devanados del primario del transformador se utilizan simultaneamente para
probar las condiciones de la linea y porque el niicleo (K) del elemento de
prueba (R) es de material ferromagnético en el que la condicidn de satura-
0ién se alcanza a través de un flujo considorablemente menor que en el nu=-
cleo (M) del transformador de anillo.

12 —~ Una disposicidn segin ocualquiera de los puntos precedentes,

oaracterizada porque se utiliza un material ferromagnétioo con una curva de

of oo
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histéresis rectangular, o aproximadamente rectangular, para el niicleo (K)
del olemento de prucba (R).

13 ~ Disposioidn para la revisién de las condiciones de las 11~
neas en sistemas de telecomunioacién, particularmente en sistemas telefoni-
cos.

Tal y como se¢ ha descrito en la Memoria gque antecede, representa-

do en los dibujos que se acompafian y a los fines especificados.

Esta Illomoria consta de quince hojas ssoritas por una sola caras
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